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Для регистрации СВЧ излучения субгигаваттной мощности в сантиметровом диапазоне длин волн с наносекундным разрешением, как правило, используют полупроводниковые датчики на горячих носителях [1]. Эти датчики обладают достаточным быстродействием, большим выходным сигналом и высокой электрической прочностью. Главным недостатком таких детекторов является существенное влияние конструктивных параметров волноводного тракта на выходной сигнал, вплоть до совпадения амплитуд измеряемого сигнала и сигнала ошибки [2]. 

В настоящей работе реализован способ оптической регистрации СВЧ-волны, основанный на эффекте Поккельса [3]: этот способ лишен указанного недостатка и обладает рядом дополнительных достоинств. Создан измеритель, позволяющий регистрировать наносекундные импульсы СВЧ излучения в волноводе. В состав измерителя входят: лазер с длиной волны излучения 1064 нм, элемент Поккельса, анализатор и приемник оптического излучения на основе ФЭУ или полупроводникового фотодиода. Измеритель протестирован на лабораторном магнетроне с мощностью до 600 кВт и длительностью импульса 100 нс, проведено сравнение показаний детекторов на горячих носителях и на элементе Поккельса. Произведены первые опыты по измерению СВЧ-мощности в открытом пространстве с импульсно-периодическим плазменным СВЧ-генератором с управляемой в каждом импульсе частотой излучения в частотном диапазоне 5-20 ГГц при уровне мощности до 100 МВт. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 10-08-00994-а.
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